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METHODE ET DISPOSITIF DE MESURE DE LA DIFFUSION LOCALE D’UN SYSTEME OPTIQUE.

Méthode de mesure dans un plan de mesure (PLM)
donné de la diffusion locale d’'un systéme optique (SYST),
comprenant:

- 'éclairage du systéme optique au moyen d’une source
ponctuelle ou quasi ponctuelle (SC) émettant un flux lumi-
neux destiné a étre transmis par le systéme optique, de telle
sorte que ledit flux transmis comprenne une composante de
flux direct (LD) et une composante de flux diffusé par ledit
systeme;

- l'interception d’une partie centrale du flux transmis par
des moyens de prélévement du flux, de dimensions don-
nées, positionnés dans un plan conjugué du plan de ladite
source, le flux intercepté comprenant la composante de flux
direct et une partie (DIFF_PA) dite petit angle de la compo-
sante de flux diffusé;

- la mesure du flux intercepté au moyen d’un analyseur
comprenant une matrice de microlentilles (MLA) position-
née dans un plan image du plan de mesure et des premiers
moyens de détection d'image (CCD), chague microlentille
(MLi) formant image desdits moyens de préléevement sur
les premiers moyens de détection d'image, les dimensions
des moyens de prélevement étant définies de telle sorte que
les images des moyens de prélévement formées par des
microlentilles adjacentes présentent une zone de recouvre-

ment (ZR) inférieure a la zone de projection (Ai) d’une mi-
crolentille sur les moyens de détection d’'image;

- la détermination de la partie petit angle de la compo-
sante du flux diffusé par la mesure du flux dans chaque
zone de recouvrement.
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La présente invention s’inscrit dans le domaine de la
métrologie optique en général. Plus précisément elle
couvre le domaine de la mesure de diffusion locale d’un
systéme optique et du systéme optique de 1l'eil en
particulier.

ETAT DE L'ART

De nombreux instruments ont pour objet la mesure
objective des caractéristiques de 1’eil. Ces instruments
permettent notamment de définir avec précision les
éléments correctifs de la vision, d’apporter un support a
la chirurgie corrective de 1'®il, de détecter des
pathologies oculaires, et plus généralement, de fournir
des mesures précises a tout appareil qui nécessite la
connaissance des aberrations de 1'eil.

Le dispositif décrit dans la demande de brevet
francais FR2828396 au nom de la déposante, et dont Ile
contenu est intégré par référence a la présente demande,
décrit un dispositif de mesure des aberrations optiques de
1’eil. Ce dispositif, illustré sur la figure 1, comprend
notamment une voie d’éclairage VE de 1l’eil EYE avec des
moyens d’émission d’un faisceau d’éclairage FE pour former
par rétro diffusion sur la rétine RET de 1’®il une source
lumineuse secondaire, et des moyens d’analyse MA de la
phase du front de 1l’onde émise par ladite source
secondaire et émergente de 1’®il. Ces moyens d’analyse
sont par exemple formés d’un analyseur de type Shack-
Hartmann, comprenant une matrice de microlentilles et des
moyens de détection (non représentés sur la figure 1).
Dans ce dispositif notamment, un systéme d’éléments de
filtrage optique APT, FLT, permet d’optimiser le rendement
entre le flux lumineux incident sur la rétine et le flux
FA recu par les moyens d’analyse pour la détermination des
aberrations, en diminuant 1’ effet des réflexions
parasites.

Outre les aberrations optiques de 1’ceil, il est
important de connaitre la diffusion locale de 1'eil,
c’est-a-dire la diffusion mesurée en tout point d’un plan
de 1’wil, par exemple la pupille, la diffusion étant due a
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de fines particules opaques présentes dans le cristallin
en particulier, ou sur la cornée.

La demande de brevet américain US 6 659 613 décrit
un principe de mesure de la diffusion d’un systéme optique
et de 1'wil en particulier. Le principe repose sur
1’exploitation approfondie du signal issu de la caméra
d’un analyseur de front d’onde de type Shack-Hartmann et
repose sur le postulat que chaque tache de 1l’analyseur est
le résultat de 1la convolution de trois phénoménes, a
savoir les aberrations du systéme optique de mesure, les
aberrations et la diffusion du systéme optique que 1l’on
cherche & caractériser. La diffusion serait alors calculée
en déconvoluant chaque tache de 1’analyseur par la tache
théorique calculée grace a l’estimation par des méthodes
connues des deux premiers phénomenes, aberrations du
systéme optique de mesure, et aberrations du systeme
optique que 1l’on cherche a caractériser.

Lorsqu’on cherche a 1’appliquer a 1'®il, cette
méthode souffre cependant de deux inconvénients majeurs.
Elle est basée tout d’abord sur 1l’hypothése que la source
ayant permis 1’élaboration de 1la figure d’analyse de
1’analyseur Shack-Hartmann est parfaitement ponctuelle
(cohérente spatialement) . Or la source lumineuse
secondaire, créée sur la rétine et qui sert de « point
source » a la mesure du Shack Hartmann n’est pas une
source ponctuelle. En effet, la lumieére qui est focalisée
sur la rétine pour former cette source secondaire a
traversé le systéme optique de 1’cil qui n’est pas
parfait. D'autre part, la rétine est un milieu
partiellement transparent et extrémement diffusant comme
tout les tissus humains et la lumiere qui se focalise
dessus ne peut pas former une tache surfacique et
ponctuelle mais diffuse a 1’intérieure en formant une
tache volumique de diamétre apparent plusieurs fois
supérieur au diamétre du faisceau incident focalisé a sa
surface. Par ailleurs, la valeur de cette diffusion a
1’intérieur de la rétine n’est pas une constante dans
1’ceil et varie d’une rétine a 1’autre et méme d’un endroit
de la rétine a un autre. Il n’est donc pas possible
d’utiliser un gabarit ou une regle qui permettrait de
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prendre en compte ce parametre dans le cadre du calcul de
déconvolution proposé dans le brevet.

L’ autre inconvénient de la méthode proposée est
qu’elle ne peut s’appliquer que dans le cadre de diffusion
extrémement directive le long de 1’axe, dont 1l’angle de
diffusion serait du méme ordre de grandeur ou plus petit
que le champ de chacune des microlentilles. Le champ d’une
microlentille est défini au niveau des moyens de détection
comme étant égal & la surface de projection de ladite
microlentille sur lesdits moyens de détection. En effet,
si 1’angle de diffusion est supérieur au champ d’une
microlentille, ce qui est le cas de la diffusion des
éléments optiques de 1'eeil, 1’étalement du flux di a la
diffusion sera supérieur a la taille d’une microlentille
et s’étalera également sur la zone couverte par les taches
adjacentes, rendant le <calcul de 1la diffusion ainsi
proposé inapplicable.

La présente invention permet de réaliser une
mesure de la diffusion locale d’un systéme optique, et en
particulier de 1’®il, en résolvant les problémes présentés
ci dessus.

RESUME DE L' INVENTION

Selon un premier aspect, 1l’invention concerne une
méthode de mesure dans un plan de mesure donné de la
diffusion locale d’un systéme optique, comprenant

- 1’éclairage du systeme optique au moyen d’une
source ponctuelle ou quasi ponctuelle émettant un flux
lumineux destiné & étre transmis par le systéme optique,
de telle sorte que ledit flux transmis comprenne une
composante de flux direct et une composante de flux
diffusé par ledit systéme;

- 1’interception d’une partie centrale du flux
transmis par des moyens de prélévement du flux, de
dimensions données, positionnés dans un plan conjugué du
plan de ladite source, le flux intercepté comprenant la
composante de flux direct et une partie dite petit angle
de la composante de flux diffusé ;

- la mesure du flux intercepté au moyen d’un
analyseur comprenant une matrice de microlentilles
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positionnée dans un plan image du plan de mesure et des
premiers moyens de détection d’image, chaque microlentille
formant 1’image desdits moyens de prélevement sur les
premiers moyens de détection d’image, les dimensions des
moyens de prélévement étant définies de telle sorte que
les images des moyens de prélévement formées par des
microlentilles adjacentes présentent une zone de
recouvrement inférieure a la zone de projection d’une
microlentille sur les moyens de détection d’image;

- la détermination de la partie petit angle de la
composante du flux diffusé par la mesure du flux dans
chaque zone de recouvrement.

Selon une variante, la méthode comprend en outre
1’interception d’une partie périphérique du flux transmis,
distincte de ladite partie centrale, sur des seconds
moyens de détection d’image positionnés dans un plan
conjugué du plan de mesure, afin de mesurer une partie
dite grand angle de la composante de flux diffusé.

Selon une variante, la méthode comprend en
outre la mesure de la transmission locale du systéme
optique grdce a la mesure par les premiers moyens de
détection d’image de la composante de flux direct
intercepté par chaque microlentille et la normalisation de
la composante de diffusion locale par la transmission
locale.

Selon une variante, la méthode est appliquée a la
mesure dans un plan de mesure donné de la diffusion locale
du systéme optique de 170il et comprend en
outre 1’éclairage de 1l’eil pour former sur la rétine une
source secondaire, le flux transmis étant le flux émis par
ladite source secondaire apreés traversée du systeéeme
optique de 17ceil.

Selon un deuxieme aspect, 1’invention concerne un
dispositif de mesure dans un plan de mesure donné de la
diffusion locale d’un systéme optique, comprenant

- une source ponctuelle ou quasi ponctuelle
émettant un flux lumineux destiné a étre transmis par le
systéme optique, de telle sorte que ledit flux transmis
comprenne une composante de flux direct et une composante
de flux diffusé par ledit systéme;

- une premiere voie d’imagerie comprenant
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- des moyens de prélévement d’une partie
centrale du flux transmis, de dimensions données,
positionnés dans un plan conjugué du plan de ladite
source, permettant d’intercepter 1la composante de
flux directe et une partie dite petit angle de la
composante de flux diffusé,

- une matrice de microlentilles positionnée
dans un plan image du plan de mesure,

- des premiers moyens de détection d’image,
chaque microlentille formant 1’image desdits moyens
de prélévement sur les premiers moyens de détection
d’image, les dimensions des moyens de prélevement
étant définies de telle sorte que les images des
moyens de prélévement formées par des microlentilles
adjacentes présentent wune =zone de recouvrement

inférieure a la zone de projection d’une
microlentille sur les moyens de détection d’image ;
et

- des moyens de calcul de la partie petit angle de
la composante du flux diffusé, par la mesure du flux dans
chaque zone de recouvrement.

Selon une variante, le dispositif comprend en
outre une seconde voie d’imagerie, avec des moyens de
prélévement d’une partie périphérique du flux transmis,
distincte de ladite partie centrale, et des seconds moyens
de détection d’image positionnés dans un plan conjugué du
plan de mesure et recevant ladite partie périphérique du
flux transmis et des moyens de calcul d’une partie dite
grand angle de la composante de flux diffusé, a partir de
la mesure de la partie périphérique du flux regu par les
seconds moyens d’imagerie.

Selon une variante, les moyens de prélévement sont
formés d’un élément réfléchissant de dimensions
prédéterminées, permettant la réflexion de 1la partie
centrale du flux transmis vers la premiére voie
d’ imagerie, et positionné de telle sorte que le flux non
intercepté soit envoyé vers la seconde voie d’imagerie,
formant ainsi la partie périphérique du flux.

Selon une variante, les moyens de prélevement sont
formés d’un élément réfléchissant muni d’une ouverture de
dimensions prédéterminées, permettant la transmission de
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la partie centrale du flux transmis vers la premiére voie
d’imagerie, et la réflexion de la partie périphérique du
flux, et positionné de telle sorte que le flux réfléchi
soit envoyé vers la seconde vole d’imagerie.

Selon une variante, le dispositif est un
dispositif de mesure dans un plan de mesure donné de la
diffusion locale du systéme optique de 1l'eil et comprend
en outre des moyens d’éclairage de 1’ceil pour former sur
la rétine une source secondaire, le flux transmis étant le
flux émis par ladite source secondaire aprés traversée du
systéme optique de 1’ceil.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES FIGURES

D’ autres avantages et caractéristiques de
1’invention apparaitront plus clairement a la lecture de
la description qui suit, illustrée par les figures qui
représentent :

- La figure 1, un dispositif de mesure des
aberrations de 1'e®il selon 1l’art antérieur (déja
décrite);

- La figure 2, un schéma d’un dispositif de
mesure de la diffusion selon 1’invention ;

- La figure 3, un schéma expliquant la
détermination de la partie dite petit angle du flux
diffusé ;

- La figure 4, un schéma montrant la
répartition du flux lumineux au foyer d'une
microlentille.

DESCRIPTION D’EXEMPLES DE REALISATION

La figure 2 représente un schéma d’un exemple de
dispositif de mesure de la diffusion locale d’un systeme
optique SYST selon 1’invention. Dans cet exemple, le
systéme optique est un systéme présentant des zones de
diffusion locale dont on cherche a établir une
cartographie dans un plan de mesure PLM. Le dispositif
comprend notamment une source ponctuelle ou quasi
ponctuelle SC, émettant un flux lumineux destiné a étre
transmis par le systéme optique, une premiere voie
d’ imagerie avec des moyens de prélevement MP d’une partie
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centrale du flux transmis, une matrice de microlentilles
MLA positionnée dans un plan conjugué optiquement du plan
de mesure par des moyens d’imagerie L1, et des premiers
moyens de détection d’image CCD. Selon cette exemple, le
dispositif comprend en outre une seconde voie d’imagerie
avec des seconds moyens de détection d’image CAM et des
moyens d’imagerie (L1, L2) permettant de conjuguer
optiquement les seconds moyens de détection d’image avec
le plan de mesure PLM

Lorsque le faisceau lumineux issu de 1la source
cohérente spatialement SC traverse le systéme optique
SYST, il se propage généralement selon les lois de la
réfraction des éléments optiques du systéme, formant ce
que 1’on appelle par la suite la lumiére directe , ou flux
lumineux direct, LD. Mais lorsque le flux traversant le
systéme optique rencontre une zone diffusante DIFF, une
partie du la lumiére directe LD est dispersée
angulairement pour former un flux lumineux diffusé. Le
flux lumineux diffusé peut étre décomposé en plusieurs
composantes selon 1’angle de diffusion. Par la suite, on
appelle la composante « petit angle » (DIFF_PA) la
composante du flux diffusé qui est interceptée avec la
lumiére directe LD par les moyens de prélevements MP. On
appelle composante « grand angle » (DIFF _GA) la composante
périphérique du flux diffusé, non interceptée par les
moyens de prélévement MP et qui parvient jusqu’aux seconds
moyens de détection CAM.

La lumiére incidente sur le détecteur CCD au plan
de focalisation de chaque microlentille de la matrice MLA
contient donc une partie de la lumiére directe LDi et une
partie de la composante de diffusion petit angle DIFF_PAi,
comme cela est illustré sur la figure 4. La partie de
lumiére directe est focalisée en une tache LDi de petite
dimension, tandis que la partie de la lumiére diffusée
petit angle s’étale de fagon sensiblement uniforme sur la
surface couverte par 1’image IMPi des moyens de
prélévement MP formée par chaque microlentille MLi
considérée.

Selon 1’invention, les dimensions des moyens de
prélévement MP sont déterminées de facon a contrdler la
taille de la zone éclairée au plan de focalisation de
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chaque microlentille. Cette derniere doit étre
significativement plus grande que la zone couverte par la
tache de focalisation liée & la lumiére directe et doit
étre suffisamment petite pour que la partie de lumiere
diffusée ayant traversé chaque microlentille MLi reste
localisée aux alentours de celle-ci. En effet, dans le
cadre de la détermination de la diffusion locale, il est
impératif que la lumiére diffusée mesurée sous ou aux
abords immédiat de 1la microlentille MLi puisse étre
attribuée sans ambiguité & la position d’un point Pi du
plan de mesure PILM. Ce point de mesure est le conjugué
optique de la microlentille MLi. De facon préférée, les
dimensions des moyens de prélévement MP sont déterminées
de facon a ce que son image dans le plan de focalisation
de chaque microlentille MLi soit compris entre une et deux
fois la surface de projection Ai d’une microlentille sur
les moyens de détection, appellée par la suite champ de la
microlentille MLi.

Par exemple, dans une configuration optique du
type de celle schématisée sur la figure 2, on choisit une
géométrie des microlentilles carrée, de l'ordre de 100 pm
de coté, une distance focale pour chaque microlentille de
1’ordre de 2 mm. Le flux lumineux incident sur la matrice
de microlentilles est sensiblement paralléle. On choisit
comme moyens de prélévement un élément de réflexion de
forme rectangulaire, de telle sorte que 1'image de cet
élément de réflexion au foyer de chaque microlentille
couvre une surface carrée dont la taille du coté soit égal
4 environ 1,5 fois le champ Ai d’une microlentille, soit
environ 150pum de coté. On peut alors en déduire en
fonction des valeurs focales des moyens d’imagerie L1, L2
les dimensions de 1’élément de réflexion. Dans 1'exemple
choisi, pour une focale de la lentille L1 de 80 mm et L2
de 40 mm par exemple, 1’élément de réflexion sera un
rectangle de 3 mm par 4,24 mm environ. Il serait également
possible de choisir d’autres exemples de réalisation des
moyens de prélévement MP. Par exemple, il pourrait s’agir
d’un élément de réflexion percé en son centre d’'une
ouverture de dimensions prédéterminées, le flux direct et
le flux diffusé petit angle étant transmis par 1’ouverture
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vers la premiere voie d'imagerie. Une telle configuration
est proche de celle représentée sur la figure 1.

La figure 3 montre le recouvrement des images IPIl,
IpP2, 1IP3, IP4 des moyens de prélévement MP au plan de
focalisation de 4 microlentilles adjacentes ML1, ML2, ML3,
ML4. Comme cela est illustré sur la figure 3, il est
avantageux d’avoir 1’image des moyens de prélévement au
plan de focalisation de chaque microlentille plus grande
que le champ d’une microlentille. Dans ce cas en effet, on
obtient wune =zone de recouvrement ZR des 4 zones de
diffusion petit angle (IP1 & IP4) et une augmentation
significative du rapport signal a bruit de la mesure, du
fait de la sommation des signaux DIFF PAi interceptés par
les 4 microlentilles adjacentes.

La mesure de la diffusion petit angle, en un point
Pi du plan de mesure, est obtenue de la facon suivante. A
une microlentille est attribuée une zone de recouvrement.
Par exemple, comme sur la figure 3, la zone de
recouvrement est constituée de 1’intersection des parties
de diffusion petit angle des flux interceptés par les
microlentilles ML1, ML2, ML3, ML4. Selon une premiere
variante, la mesure du flux sur la zone de recouvrement
donne une valeur de la diffusion locale (petit angle) au
point de mesure correspondant a la microlentille a
laquelle est attribuée la zone de recouvrement. On a dans
ce cas une cartographie de la diffusion locale petit
angle, avec pour chaque point, une valeur sommée sur 4
points adjacents. Eventuellement, pour gagner en
résolution spatiale, des moyens de traitement du signal
permettent de calculer la diffusion locale petit champ de
chaque point, débarrassée de la contribution des points
adjacents.

Cette mesure fait 1’hypothése que le flux direct
sur la zone de recouvrement est négligeable. Dans le cas
de systémes optiques trés aberrants, comme par exemple le
systéme optique de 1’cil, notamment lorsqu’il est entaché
d’un fort astigmatisme, la tache lumineuse LDi
correspondant au flux direct intercepté par une partie des
microlentilles, peut se décaler dans le champ de la
microlentille et se superposer a la zone de recouvrement.
Selon 1’invention, il est possible de s’affranchir de ce
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défaut en réalisant plusieurs mesures de la diffusion
locale petit angle, pour chacune de ces mesures, la voie
d’imagerie comprenant les moyens de prélévement et
d’analyse étant translatée, par exemple grace a la
translation de la plateforme PLAT, représentée sur la
Figure 2. En effet, tout déplacement de la plateforme
entraine un déplacement des taches de flux direct dans le
plan de focalisation de chacune des microlentilles. Pour
chaque mesure, on enregistre la valeur de diffusion locale
petit angle, puis on ne garde que la plus petite des
valeurs, qui correspondra nécessairement a la valeur la
moins entachée d’une contribution du flux direct aberrant.
Les positions de la plateforme sont choisies de telle
sorte a obtenir un déplacement suffisant des taches de
flux direct.

Selon une variante, la mesure de diffusion locale
petit angle est normalisée par la valeur locale de la
transmission du systéme optique. Celle-ci peut étre
obtenue par la mesure par les premiers moyens de détection
d’image (CCD) de la composante de flux direct intercepte
par chaque microlentille.

Avantageusement, la mesure de diffusion petit
angle est complétée par une mesure de la diffusion dite
grand angle, réalisée gréce a la seconde voie d’imagerie.
Cette voie d’imagerie permet la mesure de la partie
périphérique du flux diffusé, appelée partie grand angle,
distincte de ladite partie centrale du flux diffusé, et
correspondant dans 1’exemple de la figure 2 a la partie du
flux non interceptée par les moyens de prélevement MP. La
partie grand angle du flux diffusé (DIFF_GA) est focalisée
au moyen d’un objectif L3 sur les seconds moyens de
détection d’image CAM, par exemple un détecteur de type
CCD ou CMOS, conjugués optiquement du plan de mesure PLM.
On obtient ainsi directement une cartographie, au niveau
du plan de mesure, de la diffusion locale grand angle.
Comme précédemment, la valeur de la diffusion grand angle
peut é&tre normalisée par la valeur locale de la
transmission du systeme optique.

On obtient ainsi deux cartographies dans le plan
de mesure PLM, correspondant respectivement a la diffusion
locale petit angle et grand angle. Ces deux cartographies
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peuvent étre sommées pour obtenir une cartographie de la
composante globale du flux diffusé.

Par exemple, ces cartographies pourront étre
utilisées en complément des mesures des aberrations du
systéme optique, pour calculer la réponse percussionnelle
et la fonction de transfert de modulation du systeme
optique, en tenant compte de la diffusion.

Bien que 1’exemple de la figure 2 soit décrit pour
la mesure de la diffusion d’un systéme optique en général,
il s’applique tout a fait a la mesure du systeme optique
de 1'cil EYE, tel qu’il est schématisé sur la figure 1.
Celui-ci comprend la rétine, le cristallin, la cornée et
1" humeur aqueuse ou vitrée. Dans le cas du systéme optique
de 1'®il, les zones de diffusion sont en général situées
au niveau du cristallin et de la pupille de 1’®il. Le plan
de mesure est par exemple celui de la pupille. Dans le cas
de 1l'analyse de 1'eil, il est nécessaire de former une
source secondaire au niveau de la rétine. On peut utiliser
par exemple des moyens d’éclairage tels qu’il sont décrits
sur la figure 1.

L’invention a été décrite au moyen d'exemples de
réalisation particuliers non limitatifs et est susceptible
de variantes et de modifications qui apparaitront a
1"homme de 1l'art.

En particulier, les moyens de prélévement ont été
décrits avec une forme rectangulaire, mais ils peuvent
présenter différentes formes, carrée, circulaire,
elliptique, etc. du moment que la contrainte sur les
dimensions soit respectée afin que chaque <zone de
recouvrement reste inférieure au champ d’une
microlentille.

La forme des microlentilles peut également varier.
Avantageusement, on choisira une forme similaire pour les
images des moyens de préléevement et les microlentilles
pour simplifier le traitement des signaux, mais des formes
différentes peuvent également étre choisies.



10

15

20

25

30

35

2902306

_12_
REVENDICATIONS

1 - Méthode de mesure dans un plan de mesure
(PLM) donné de la diffusion locale d’un systéme optique
(SYST), comprenant

- 1l’éclairage du systéme optique au moyen d’une
source ponctuelle ou quasi ponctuelle (SC) émettant un
flux lumineux destiné a étre transmis par le systeéme
optique, de telle sorte que ledit flux transmis comprenne
une composante de flux direct (LD) et une composante de
flux diffusé par ledit systéme;

- 1’interception d’une partie centrale du flux
transmis par des moyens de prélévement du flux, de
dimensions données, positionnés dans un plan conjugué du
plan de ladite source, le flux intercepté comprenant la
composante de flux direct et une partie (DIFF PA) dite
petit angle de la composante de flux diffusé ;

- la mesure du flux intercepté au moyen d’un
analyseur comprenant une matrice de microlentilles (MLA)
positionnée dans un plan image du plan de mesure et des
premiers moyens de détection d’image (CCD), chaque
microlentille (MLi) formant 1’image desdits moyens de
préléevement sur les premiers moyens de détection d’image,
les dimensions des moyens de prélevement étant définies de
telle sorte que les 1images des moyens de prélevement
formées par des microlentilles adjacentes présentent une
zone de recouvrement (ZR) inférieure a la zone de
projection (Ai) d’une microlentille sur les moyens de
détection d’image;

- la détermination de la partie petit angle de la
composante du flux diffusé par la mesure du flux dans
chaque zone de recouvrement.

2 - Méthode selon la revendication 1 comprenant
en outre :

- L'interception d’une partie périphérique du flux
transmis, distincte de ladite partie centrale, sur des
seconds moyens de détection d’image (CAM) positionnés dans
un plan conjugué du plan de mesure, afin de mesurer une
partie (DIFF GA) dite grand angle de la composante de flux
diffusé.
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3 - Méthode selon 1’une des revendications 1 ou 2
comprenant en outre

- la mesure de la transmission locale du systeme
optique grédce a la mesure par les premiers moyens de
détection d’image (CCD) de la composante de flux direct
intercepté par chaque microlentille ;

- la normalisation de la composante de diffusion
locale par la transmission locale.

4 - Méthode selon 1’ une des revendications
précédentes appliquée a la mesure dans un plan de mesure
donné de la diffusion locale du systéme optique de 1'ceil,
comprenant en outre

- 1’éclairage de 1l’®il pour former sur la rétine
une source secondaire, le flux transmis étant le flux émis
par ladite source secondaire aprés traversée du systeme
optique de 1'eil ;

5 - Méthode selon la revendication 4 selon
laquelle ledit plan de mesure est le plan de la pupille de
17ceil.

6 - Dispositif de mesure dans un plan de mesure
(PLM) donné de la diffusion locale d’un systéme optique,
comprenant

- une source ponctuelle ou quasi ponctuelle (SC)
émettant un flux lumineux destiné a étre transmis par le
systéme optique, de telle sorte que ledit flux transmis
comprenne une composante de flux direct (LD) et wune
composante de flux diffusé par ledit systéme;

- une premiére voie d’imagerie comprenant

- des moyens de prélévement (MP) d’une partie
centrale du flux transmis, de dimensions
données, positionnés dans un plan conjugué du
plan de ladite source, permettant d’intercepter
la composante de flux directe et une partie
(DITI PA) dite petit angle de la composante de
flux diffusé,

- une matrice de microlentilles (MLA)
positionnée dans un plan image du plan de
mesure,
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- des premiers moyens de détection d’image,
chagque microlentille formant 1’image desdits
moyens de prélévement sur les premiers moyens de
détection d’image, les dimensions des moyens de
préléevement étant définies de telle sorte que
les images des moyens de prélevement formées par
des microlentilles adjacentes présentent une
zone de recouvrement (ZR) inférieure a la zone
de projection (Ai) d’une microlentille sur les
moyens de détection d’image ; et
- des moyens de calcul de la partie petit angle de
la composante du flux diffusé, par la mesure du flux dans
chaque zone de recouvrement.

7 - Dispositif selon la revendication 6,
comprenant en outre :

- une seconde voie d’imagerie, avec des moyens de
prélévement d’une partie périphérique du flux transmis,
distincte de ladite partie centrale, et des seconds moyens
de détection d’image (CAM) positionnés dans un plan
conjugué du plan de mesure et recevant ladite partie
périphérique du flux transmis;

- des moyens de calcul d’une partie (DIFF GA) dite
grand angle de la composante de flux diffusé, a partir de
la mesure de la partie périphérique du flux recu par les
seconds moyens d’imagerie.

8 - Dispositif selon les revendications 6 et 7,
dans lequel les moyens de prélévement sont formés d’un
élément réfléchissant de dimensions prédéterminées,
permettant la réflexion de la partie centrale du flux
transmis vers la premiére voie d’imagerie, et positionné
de telle sorte que le flux non intercepté soit envoyé vers
la seconde voie d’imagerie, formant ainsi 1la partie
périphérique du flux.

9 - Dispositif selon les revendications 6 et 7,
dans lequel les moyens de prélévement sont formés d'un
élément réfléchissant muni d’une ouverture de dimensions
prédéterminées, permettant la transmission de la partie
centrale du flux transmis vers la premiére voie
d’ imagerie, et la réflexion de la partie périphérique du
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flux, et positionné de telle sorte que le flux réfléchi
soit envoyé vers la seconde voie d’imagerie.

10 - Dispositif de mesure dans un plan de mesure
donné de la diffusion locale du systéme optique de 1’cil
selon 1’une des revendications 6 a 9, comprenant en outre
des moyens d’éclairage de 1’eil pour former sur la rétine
une source secondaire, le flux transmis étant le flux émis
par ladite source secondaire aprés traversée du systéme
optique de 1l'ceil.
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